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光子エネルギーE=90-100eV の極紫外(EUV)を用いる透過型 EUV 顕微鏡では、軽元素の内殻吸

収により生じる元素コントラストを用いることができる。我々は、EUV領域固有の元素コントラ

ストを活かす応用として、組成が異なる２種の高分子が、サブμm の空間スケールで相分離した

ポリマーブレンドの顕微観察を研究している。一方で、ポリマーブレンドなどの高分子試料のEUV

透過像の観察例は未だ報告例が少なく、明瞭な像を得るための試料準備条件は明らかになってい

ない。本研究では、２種の高分子からなるポリマーブレンド（図１）を対象とし、観察波長と試

料厚さをパラメータとして、最適な試料の準備・観察条件を明らかにすることを目的に研究した。 

初めに、観察される EUV像に期待される S/N 比を数値計算するソフトウエアを作製した。計算

では、２種の高分子間の透過率の差をシグナル Sと考え、これを、EUV像上に観察されるショッ

トノイズ（フォトンノイズ）の大きさ Nで除算することで S/N 比を計算した。高分子薄膜の EUV

透過率の計算には、米国 CXRO が公開している原子散乱因子データベース[1]を用いた。典型的な

ポリマーブレンドである PS(ポリスチレン)/PMMA(アクリル)についての計算例を図 2 に示す。図

内の各カーブは、試料厚さ 100nm－500nm の場合の、S/N 比のスペクトルを示す。光子エネルギ

ーE=90-100eVの EUV域では、切片厚が厚くなるほど SN 比が向上し、試料厚さが 400～500nmで

最大の SN 比が得られることがわかった。また、炭素の窓・水の窓と比較して、最良で約 2 倍の

S/N 比が期待できることも明らかとなった。次に、試料厚さ 360nm および 290nm の２種の

PS/PMMA 切片を作製し、EUV 顕微鏡による透過像観察により S/N 比を実測し、計算モデルの有

効性を確認した。その結果、照度一定の条件下でも、試料間で SN 比が約２倍異なることが明ら

かとなった。講演では、EUV顕微鏡による透過像観察の詳細についても報告する予定である。 

 

  図１：モデル計算用切片図       図２:PS/PMMA切片 SN 比のエネルギー依存性 

[1] http://henke.lbl.gov/optical_constants/asf.html 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))21a-235-5 

© 2018年 応用物理学会 06-028 7.1


